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прямой пьезоразряд как источник окислов азота и Азотистой кислоты [footnoteRef:1]*) [1: *) DOI – тезисы на английском] 

Артемьев К.В., Давыдов А.М., Колик Л.В.
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
Источник низкотемпературной плазмы, созданный на основе пьезоэлектрического трансформатора, описан в [1, 2]. В данной работе исследовался состав воздуха при его обработке прямым (без диэлектрического барьера) пьезоразрядом. Качественный и количественный анализ состава воздуха во время обработки производился на ИК фурье-спектрометре Инфраспек ФСМ 2202. Обработка воздуха производилась в замкнутой цилиндрической камере, которая располагалась в кюветном отделении ИК фурье-спектрометра вдоль диагностирующего ИК пучка. При этом ИК спектры обрабатываемой воздушной среды прописывались непосредственно во время работы пьезоразряда. В ИК спектрах присутствовали полосы поглощения окислов азота NO, NO2, N2O и азотистой кислоты HONO. Полосы поглощения других возможных соединений не превосходили уровень шума. Количественный расчет средней концентрации окислов азота в разрядной камере производился с помощью открытой базы данных HITRAN. Количественный расчет средней концентрации азотистой кислоты HONO производился по данным, представленным в работе [3].
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